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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC61788-26:2020《超导电性 第26部分:临界电流测量REBCO复合超导体的

直流临界电流测量》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———修改文件名称为《临界电流测量 REBCO复合超导体的直流临界电流测量》,将原文件名中

的“RE-Ba-Cu-O”简写为“REBCO”;
———在第1章范围中加了“注”;
———在6.2条增加了注1和注2。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国超导标准化技术委员会(SAC/TC265)归口。
本文件起草单位:上海超导科技股份有限公司、上海交通大学、中国科学院合肥物质科学研究院、

中国科学院电工研究所、上海上创超导科技有限公司、上海大学、苏州新材料研究所有限公司、上海国际

超导科技有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、中国科学院物理研究所、甚磁科技(上海)有限

公司。
本文件主要起草人:赵跃、姜广宇、张国民、刘方、蔡传兵、张永军、朱佳敏、陈思侃、韩云武、迮建军、

王玉山、闫果、李洁、史越。
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引  言

  1986年,研究人员发现一些钙钛矿型铜氧化物呈现超导电性,其转变温度远高于金属超导体。

1987年发现Y-Ba-Cu-O(YBCO)的临界温度(Tc)为93K。约25年后,RE-Ba-Cu-0(REBCO,RE=
稀土)复合超导体开始商业化生产。

2013年,新材料和标准凡尔赛合作组织 (VAMAS-TWA)16开始研究REBCO复合超导体的临界

电流测量方法。2014年,VAMAS-TWA16组织了来自5个国家的10个机构/大学/企业开展了REB-
CO复合超导体临界电流测量方法的国际循环比对实验。VAMAS的预标准化工作是本文件的基础。

目前,REBCO复合超导体已进入商业化小批量生产阶段,全球已有20余家带材生产企业从事

REBCO复合超导体的产业化工作。这类材料的实用化取得了重要进展,单根复合超导体制备长度达

到百米量级,复合超导体载流能力也大幅提升。同时,国内外若干项重大高温超导示范工程也基于该种

材料,如韩国济州岛的超导电缆、美国和英国的紧凑可控核聚变装置超导磁体,以及我国的超导电缆、限
流器以及感应加热等项目。

本文件给出的测量方法旨在为超导技术领域工程技术人员提供合理、共识的技术依据。
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临界电流测量 REBCO复合超导体的直流

临界电流测量

1 范围

本文件描述了RE-Ba-Cu-O(REBCO,RE=稀土)复合超导体直扁带短样直流临界电流的测量方

法,给出了在通常测量中本方法所允许的偏差以及其他具体限定。
本文件适用于长度不大于300mm,横截面矩形面积为0.03mm2~7.2mm2 的样品,相当于宽度为

1.0mm~12.0mm,厚度为0.03mm~0.6mm的复合超导体。复合超导体在标准测量环境下的Ic 不

大于300A,n-值大于5。

  注:标准测量环境指测量过程中,被测样品浸泡在液氮中,没有外部磁场。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC60050-815 国际电工词汇(IEV) 第815部分:超导电性[InternationalElectrotechnicalVo-
cabulary(IEV)—Part815:Superconductivity]

  注1:GB/T2900.100—2017 电工术语 超导电性(IEC60050-815:2015,IDT)

  注2:在http://www.electropedia.org/可获得该文件。

3 术语和定义

IEC60050-815界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:
● IEC电工百科:http://www.electropedia.org/
● ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp/

3.1
恒定速率升流法 constantsweepratemethod
以恒定升流速率为样品提供直流电流,使电流从零升到略大于Ic 的过程中,以连续或一定的采样

频率采集U-I数据的方法。
[来源:GB/T18502—2018,3.7]

3.2
升流-恒流-升流法 ramp-and-holdmethod
沿U-I曲线设定多个恰当的电流分布点,使电流从一个设定点升流到另一个设定点后,保持一定时

间的恒流,同时记录若干相应的电流和电压值,然后继续升流到后续设定点,以获得U-I数据的方法。
[来源:GB/T18502—2018,3.8]
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